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DISCIPLINA: Metrologia Aplicada 

Vigência: a partir de 2020/1 Período letivo: 2° Semestre 

Carga horária total: 45h Código: CH.SUP.XX 

Ementa: Conhecimento das grandezas e unidades fundamentais. 
Compreensão do principais termos utilizados em metrologia. Estudo dos erros 
e incertezas de medição. Definição de tolerâncias dimensionais e geométricas. 
Uso dos principais dispositivos de medição mecânica. 
 

Conteúdos 

UNIDADE I – SISTEMA BRASILEIRO DE METROLOGIA 

1.1 Grandezas e unidades fundamentais 

1.2 Conversão de unidades 

1.3 Vocabulário Internacional de Metrologia 

 

UNIDADE II – ERROS E INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

2.1 Erros de Medição 

2.2 Incerteza de Medição 

2.3 Regras de arredondamento 

2.4 Tolerâncias Dimensionais  

2.5 Tolerâncias Geométricas  

 

UNIDADE III – MÉTODOS E PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO 

 

UNIDADE IV – DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO MECÂNICA 

4.1 Paquímetro 

4.2 Micrômetro 

4.3 Relógio Comparador 

4.4 Goniômetro 

4.5 Calibradores 

4.6 Rugosímetro 

4.7 Máquina de medição por coordenadas 
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